
 
 

NexION® 2000 ICP-MS

Syngistix™ Nano Application So ware Module

1分钟内实现对纳米颗粒浓度、成分、尺寸和粒度分布、溶解及

团聚现象的检测

纳米科技正日益普遍地应用于化妆品、工业、生物技术和医疗用品当中，因此，

快速准确地对纳米颗粒进行表征变得越来越重要。

采用传统方法表征纳米颗粒通常要花费数小时的时间进行操作和手动计算，

现在，NexION® 2000 ICP-MS独特的单颗粒分析技术可以解决纳米颗粒检测

和纳米材料研究中遇到的多种问题。其专业性、分辨率和灵敏度确保快速获得

可靠数据。超快的瞬时数据采集速率和操作软件的纳米分析模块结合，让您在

一次实验中完成全面的纳米表征。

NexION 2000 ICP-MS拥有如下独特技术：

超快的瞬时数据采集速率（100000个数据点/秒）与操作软件特别搭载的纳

米分析模块完美结合

单次实验可获得颗粒浓度、成分、尺寸和粒度分布，溶解与团聚现象等信息

专利的实时信号处理技术，瞬时分辨离子与颗粒信号

60秒内完成全面的纳米颗粒表征

仅需一分钟，即可从纳米颗粒研究中获得更多信息！

获取更多信息，请访问www.perkinelmer.com/NexION2000
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